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FOREWORD 

This amendment has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio-interference 
measurements and statistical methods, of IEC technical committee CISPR: International 
special committee on radio interference. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

CIS/A/1111/CDV CIS/A/1138/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

_____________ 
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3.2 Abbreviations 

Delete, from the existing list, the abbreviation "RTF" and associated term "Reference transfer 
factor". 

 

4.3 The absorbing clamp assembly calibration methods and their relations 

Replace, in the existing second paragraph, the two occurrences of the word “three” by the 
word “two”. 

Replace, in the last sentence of the existing fourth paragraph, the word “three” by the word 
“two”. 

Delete the entire item c) (entitled “The reference device method”) and all corresponding text, 
including Equations (9) and (10). 

Replace, in the paragraph immediately following the existing item c), the two occurrences of 
the word “three” by the word “two”. 

Delete, in the fourth paragraph following the existing item c), the last sentence “Similarly, the 
reference transfer factor RTF is determined by” and corresponding Equation (12).  

Delete the entire paragraph immediately following Equation (12). 

Replace, in the last paragraph of this subclause, the second sentence by the following new 
sentence: 

The jig method gives the CFjig, from which the original absorbing clamp factor can be 
calculated using Equation (11). 

Add, at the end of this subclause, the following new paragraph: 

Absorbing clamps with different geometries, different arrangement and material of ferrites, 
different current probes as well as different housing material do require a separate 
determination of the JTF. A new determination is also required if a different type of jig is used, 
e.g. larger geometry. 

 

4.5.3 Requirements for the ACTS 

Add, after the first sentence of item e), the following new text: 

It is also permissible to use clamp factors provided on a calibration certificate by a calibration 
laboratory. However, such clamp factors that are used as a reference for an ACTS validation 
shall be determined only using the original calibration method. 

 

4.6.1 Overview 

Delete, in the second paragraph, the phrases “and the reference device calibration method” 
as well as “and the reference device clamp factor”. 
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Figure 1 − Overview of the absorbing clamp measurement method and the associated 
calibration and validation procedures 

In the figure, delete the entire item d). 

 

Table 1 − Overview of the characteristics of the three-clamp calibration methods and 
their relation 

In the title, replace the phrase “three-clamp” by the new phrase “two clamp”. 

In the table, delete the entire third row (the row having the name “The reference device 
method”). 

 
Figure 3 – Schematic overview of the clamp calibration methods 

Delete Figure 3d. 

Delete, from the key in this figure, the symbol “CFref” 

In the note, delete "and 3d", and replace the word “three” by the new word “two”. 

 

B.2 Calibration methods of the absorbing clamp assembly 

Replace, in the first sentence of the first paragraph, the words “For all three” by the new word 
“Both”. 

 

B.2.1.1 Calibration set-up and equipment 

Replace, in the first sentence of the second dashed item, the phrase “larger than” by the new 
word “of”. 

Add, after the second sentence of the third dashed point, the following new sentence: 

For practical reasons it is recommended to use a flexible lead under test. 

Add, after the dashed list, the following new note: 

NOTE A good match with the requirement of 4 mm diameter can be achieved by using the outer screen of a 
coaxial cable (for example RG-58). 

 

B.2.1.2 Calibration procedure 

Add, after the second sentence of the third paragraph, the following new third sentence: 

The receiver cable shall be suspended such that it is always spaced at a minimum of 200 mm 
from the horizontal ground plane throughout the entire calibration process.  
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B.2.2.2 Calibration procedure 

Add, after the last sentence of the fourth paragraph, the following new sentence: 

The receiver cable shall be treated with a SAD. The SAD shall be positioned as shown in 
Figures B.3 and B.4. 

 

B.2.3 The reference device calibration method 

Delete this entire subclause. 

 

B.2.4 Measurement uncertainty of the absorbing clamp calibration 

Add, immediately after the second bulleted list (pertaining to the jig calibration method) the 
following new note: 

NOTE It is assumed that the measurement instrumentation uncertainty of the required correlation process with the 
original calibration method is sufficiently small such that there is no appreciable contribution to the uncertainty of 
the jig calibration method. 

Delete the entire third dashed list (“The reference device calibration method”). 

Replace the last paragraph of this subclause by the following new paragraph: 

Detailed guidance on the treatment of the measurement instrumentation uncertainty for 
disturbance power measurements is given in CISPR 16-4-2. 

 

Figure B.3 − Side view of the calibration jig 

Replace the existing Figure B.3 by the following new figure:  

Dimensions in millimetres 

 

Figure B.3 – Side view of the calibration jig 

IEC 

30 

30 

(From jig flange to CRP) 

Absorbing clamp 
Lead 4 mm diameter* 

SAD on LUT 

Receiver cable 

Jig flange type B 
electrically bonded  
to the groundplane 

Electromagnetically neutral spacer 
to adjust the height of the clamp 
above the metallic groundplane 

*Without insulation 

SAD on receiver cable 

Jig flange type A 
electrically bonded 
to the groundplane 
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Figure B.4 − Top view of the jig 

Replace the existing Figure B.4 by the following new figure: 

Dimensions in millimetres 

 

Figure B.4 – Top view of the jig 

Figure B.5 − View of the jigs vertical flange 

Replace the existing Figure B.5 by the following new Figure B.5, consisting of Figures B.5a 
and B.5b:  

Dimensions in millimetres 

 

The bottom sides have to be electrically bonded to the metallic ground plane. 

Figure B.5a – Vertical flange type A (SAD side) 
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Dimensions in millimetres 

 

 
The bottom sides have to be electrically bonded to the metallic ground plane. 

Figure B.5b – Vertical flange type B (clamp EUT side) 

Figure B.5 – View of the jigs vertical flanges 

Figure B.6 – Test set-up for the reference device calibration method 

Delete this figure. 

Figure B.7 – Specification of the reference device 

Delete this figure. 

Figure B.8 – Measurement set-up of the decoupling factor DF 

Replace the existing Figure B.8b (in Corrigendum 1) by the following new figure and title:  

 

Figure B.8b − Measurement with the absorbing clamp and SAD placed in the jig  
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Figure B.9 – Measurement set-up of the decoupling factor DR 

Replace the existing Figure B.9 by the following new figure: 

 

Figure B.9 – Measurement set-up of the decoupling factor DR 

 

C.3 Validation measurement procedure 

Add, between the second and third paragraphs of Step 2, the following new paragraph: 

If a CDN is used for measuring the EUT, it should also be used for the ACTS validation (for 
CDN set-up see B.2.1.1 and Figure B.1). 

 

Figure C.1 – Test set-ups for the site attenuation measurement for clamp site validation 
using the reference device 

In the existing title, delete the phrase “using the reference device”. 

 

Add, after Annex C, the following new bibliography: 

Bibliography 

[1] Ryser, Heinrich, Uncertainty Contributions to the Clamp Factor CF of the Absorbing 
Clamp, Proceedings of 18th International Zurich Symposium on EMC, Munich 2007. 

 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité A du CISPR: Mesures des 
perturbations radioélectriques et méthodes statistiques, du comité d'études CISPR de l'IEC: 
Comité international spécial des perturbations radioélectriques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

CIS/A/1111/CDV CIS/A/1138/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

 

_____________ 
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3.2 Abréviations 

Supprimer, dans la liste existante, l'abréviation "RTF" et le terme associé "Reference transfer 
factor (facteur de transfert de référence)". 

 

4.3 Méthodes d'étalonnage de l'ensemble pince absorbante et leurs relations 

Remplacer, au deuxième alinéa existant, les deux occurrences du mot “trois” par le mot 
“deux”. 

Remplacer, à la dernière phrase du quatrième alinéa existant, le mot “trois” par le mot “deux”. 

Supprimer le point c) entier (intitulé “Méthode avec module de référence”) et l'ensemble du 
texte correspondant, y compris les Équations (9) et (10). 

Remplacer, à l'alinéa qui suit immédiatement le point c) existant, les deux occurrences du mot 
“trois” par le mot “deux”. 

Supprimer, dans le quatrième alinéa qui suit le point c) existant, la dernière phrase “De même, 
le facteur de transfert de référence RTF est déterminé par” et l'Equation (12) correspondante. 

Supprimer l'alinéa entier qui suit immédiatement l'Équation (12). 

Remplacer, au dernier alinéa de ce paragraphe, la deuxième phrase par la nouvelle phrase 
suivante: 

La méthode avec gabarit donne le CFjig, à partir duquel le facteur de pince absorbante 
original peut être calculé en utilisant l'Équation (11). 

Ajouter, à la fin de ce paragraphe, le nouvel alinéa suivant: 

Il est exigé de déterminer le JTF séparément pour les pinces absorbantes avec des 
géométries, une disposition, un matériau de ferrites, des sondes de courant, ainsi qu'un 
matériau de boîtier différents. Une nouvelle détermination est également exigée en cas 
d'utilisation d'un type de gabarit différent, par exemple, une géométrie de plus grandes 
dimensions. 

 

4.5.3 Exigences relatives à l'ACTS 

Ajouter, après la première phrase du point e), le nouveau texte suivant: 

Il est également admis d'utiliser les facteurs de pince mentionnés dans un certificat 
d'étalonnage fourni par un laboratoire compétent. Toutefois, ces facteurs de pince utilisés 
comme référence pour une validation ACTS doivent être déterminés uniquement à l'aide de la 
méthode d'étalonnage originale. 

 

4.6.1 Vue d'ensemble 

Remplacer le deuxième alinéa existant par le nouveau texte suivant: 

La méthode d'étalonnage avec gabarit peut être aisément utilisée pour les procédures 
d'assurance qualité, sous réserve que le facteur de pince du gabarit soit connu au départ. 
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Figure 1 − Vue d'ensemble de la méthode de mesure par pince absorbante et 
procédures d'étalonnage et de validation associées 

Dans la figure, supprimer le point d) entier. 

 

Tableau 1 − Vue d'ensemble des caractéristiques des trois méthodes d'étalonnage de 
pince et leur relation 

Dans le titre, remplacer l'expression “trois méthodes d'étalonnage de pince” par la nouvelle 
expression “deux méthodes d'étalonnage de pince”. 

Dans le tableau, supprimer la troisième ligne entière (ligne sur laquelle figure “Méthode avec 
module de référence”). 

 

Figure 3 – Aperçu schématique des méthodes d'étalonnage de pince 

Supprimer la Figure 3d. 

Supprimer, dans la légende de cette figure, le symbole “CFref” 

Dans la note, supprimer "et 3d)" et remplacer le mot “trois” par le mot “deux”. 

 

B.2 Méthodes d'étalonnage de l'ensemble pince absorbante 

Remplacer, dans la première phrase du premier alinéa, les mots “Les trois” par “Les deux”. 

 

B.2.1.1 Montage et instrumentation d'étalonnage 

Remplacer, dans la première phrase du deuxième tiret, l'expression “supérieure à” par le 
nouveau mot “de”. 

Ajouter, après la deuxième phrase du troisième tiret, la nouvelle phrase suivante: 

Il est recommandé, pour des raisons pratiques, d'utiliser un conducteur en essai souple.  

Ajouter, après la liste à tirets, la nouvelle note suivante: 

NOTE L'utilisation de l'écran extérieur d'un câble coaxial (par exemple, RG-58) peut être parfaitement adaptée à 
l'exigence d'un diamètre de 4 mm. 

 

B.2.1.2 Procédure d'étalonnage 

Ajouter, après la deuxième phrase du troisième alinéa, la nouvelle troisième phrase suivante: 

Le câble récepteur doit être suspendu de sorte qu'il se situe toujours à 200 mm au minimum 
du plan de sol horizontal tout au long du processus d'étalonnage. 
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B.2.2.2 Procédure d'étalonnage 

Ajouter, après la dernière phrase du quatrième alinéa, la nouvelle phrase suivante: 

Le câble récepteur doit être traité avec un SAD. Le SAD doit être positionné tel que 
représenté aux Figures B.3 et B.4. 

 

B.2.3 Méthode d'étalonnage avec module de référence 

Supprimer ce paragraphe entier. 

 

B.2.4 Incertitude de mesure sur l'étalonnage de la pince absorbante 

Ajouter, immédiatement après la deuxième liste à puces (relative à la méthode d'étalonnage 
avec gabarit) la nouvelle note comme suit: 

NOTE Il est considéré par hypothèse que l'incertitude de l'instrumentation de mesure du processus de corrélation 
exigé avec la méthode d'étalonnage originale est suffisamment faible pour ne pas influer de manière significative 
sur l'incertitude de la méthode d'étalonnage avec gabarit. 

Supprimer la troisième liste à tirets entière (“La méthode d'étalonnage avec module de 
référence”). 

Remplacer le dernier alinéa de ce paragraphe par le nouvel alinéa comme suit: 

Des lignes directrices détaillées concernant le traitement de l'incertitude de l'instrumentation 
de mesure pour les mesurages de la puissance perturbatrice sont données dans la CISPR 16-
4-2. 

 

Figure B.3 − Vue latérale du gabarit d'étalonnage 

Remplacer la Figure B.3 existante par la nouvelle figure suivante: 

Dimensions en millimètres 

 

Figure B.3 − Vue latérale du gabarit d'étalonnage 

IEC 

30 

30 

De la flasque de gabarit au CRP 
(point de référence de la pince) 

Pince absorbante 
Conducteur de 4 mm de diamètre* 

SAD (dispositif absorbant 
secondaire) sur le LUT 

   
Câble récepteur 

Flasque de gabarit 
de type B avec liaison 
équipotentielle au plan 
de sol 

Élément de séparation neutre sur le plan 
électromagnétique pour régler la hauteur de 
la pince au-dessus du plan de sol métallique 

* Sans isolation 

SAD sur le câble récepteur 

Flasque de gabarit 
de type A avec liaison 
équipotentielle au plan 
de sol 
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Figure B.4 − Vue de dessus du gabarit  

Remplacer la Figure B.4 existante par la nouvelle figure suivante: 

Dimensions en millimètres 

 

Figure B.4 − Vue de dessus du gabarit 

Figure B.5 − Vue de la flasque verticale de gabarit 

Remplacer la Figure B.5 existante par la nouvelle Figure B.5 comme suit, composée des 
Figures B.5a et B.5b: 

Dimensions en millimètres 

 

Les faces inférieures doivent avoir une liaison équipotentielle avec le plan de sol métallique. 

Figure B.5a – Flasque verticale de type A (côté SAD) 

IEC 

30 

Flasque de gabarit de type B 
avec liaison équipotentielle 
au plan de sol 

Plan de sol métallique Flasque de gabarit de type A 
avec liaison équipotentielle 
au plan de sol 

SAD (dispositif absorbant secondaire) 
sur le câble récepteur 

50 
30 

≥1 700 

≤400 

≥5
00

 

        SAD sur le LUT 
(conducteur en essai) Pince absorbante 

IEC 

 

Métallique, environ 3 mm d’épaisseur 

Connecteur N 
Téflon 

(Pour le câble 
récepteur) 

100 

> 100 

55
 

90
 

19
,5

 
6 4 

12
0 
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